
 
 

▲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

70

90

110

130

150

19.10 20.2 20.6 20.10

고영 KOSDAQ



 

 

  



 

 

 

  

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

13 14 15 16 17 18 19 20

(원)

40.0x

20.0x

30.0x

25.0x

35.0x





 

 



 

 

 

 



 

 

 

Wafer

Substrate

Wafer Bump Inspection

Substrate Bump Inspection

Package Ball Inspection



 

그림자문제 반사광문제 Projection장애물문제 측정범위문제

Single Projection의 경우, 

빛이 닿지 않는 영역에

그림자가 생겨 정확한 데이터

반짝임이 심한 솔더 결합의

경우, 반사광이 발생하여

센서가 정확하게 감지하기

어려움

높은 컴포넌트의 경우, 인접한

컴포넌트에 그림자가 생겨서

정확한 데이터 측정 불가

높은 Z-해상도와 넓은 측정

범위가 동시에 보장되지 않을

경우, 정확한 데이터 측정 불가
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